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 【はじめに】我々は積層メタル技術による Ti/Auをベースにした MEMS慣性センサの研究開発

を進めている[1]。これまで試作したカンチレバーに対して振動特性をレーザドップラ振動計で評

価する方法により、 Ti/Au 構造体の実効ヤング率の測定が可能であることを確認した。さらに、

MEMS設計のためのパラメータの構築の目的として、カンチレバーの各種構造について測定評価

したので報告する。 

 【試料】カンチレバーはシリコン酸化膜上に形成した。カンチレバーの長さは 50µmから1000µm、

幅は 5µm から 20µm、金層の厚さは 12µm とした。作製した試験片に電圧を加え振動させ、レー

ザードップラー変位計を用いて減衰振動の変位を測定した。その後、共振周波数は FFT 分析器に

よって測定した。得られた共振周波数から式(1)を用いてヤング率を算出した[2]。   
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得られたヤング率は 56.3GPaから 64.9GPaとなった。 

【結論】試験片の幅の増加に伴いヤング率は増加する傾向を示している可能性があることがわ

かった。 
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Fig.1 Young’s modulus evaluation system 

by the resonant frequency method. 

FF        Fig.2 Dependency of the resonant frequency on 1/L2. 
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